Rasterelektronenmikroskopie (SEM)

Technische Parameter

REM System:
Zeiss MERLIN Gemini 2

Primarstrahl: Elektronen 1 - 25 kV
Detektiertes Signal:
e Sekundarelektronen

(SE, InLens, BSE Detektoren)

Lateralauflosung: REM: 2.0 nm @ 25 kV
25nm @ 1kV
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